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● SDRAM、DDR、DDR2、
DDR3タイプ・メモリーモ
ジ ュー ルの 、 DIMM と
SODIMMフォームファク
ターをサポート 

 
 
● 電源ピンとグランドピンの
オープンも検出 

 
 
● 双方向、トライステートの
各ピンの電圧駆動と検出を
独立にコントロール可能 

 
 
● 電圧適合性のためのコネク
タをキーイン可能 

 
 
● JTAG/IEEE 1149.1 Test 

Access Port (TAP)に完全
適合 

 
 
 

 ● 最大8枚までのScanDIMM
を同時検査可能 

 
 
● TAP入力、TAP出力を自動検
知 

 
● 最高25MHzのクロック周波
数 

 
 
● 電源とTAPコネクションを

LED表示 
 
 
● JEDEC標準フォームファクタ
ーに準拠：MO-161、MO-190、 
MO-206、MO-224、MO-24B、
MO-237、MO-237、MO-268、
MO-269 

 
 
● 自動テストパター生成用の
BSDLファイルを提供 

 
● ScanExpress Runnerを使用
したセルフテスト機能 

 
 
 

概要： 
 
不良検出率（テストカバレッジ）
を最大化することは、検査工程（テ
ストプロセス）を開発する場合に
非常に大事な点となります。しか
し、全てのポイントに関してテス
トできるように設計することは至
難の業です。特に、バウンダリス
キャンテスト技術をメモリボード
に適用してテストすることには限
界があります。 
 
ScanDIMM デジタル・ソケットテ
スト・モジュールは、そのような
限界をバウンダリスキャンテスト
技術を応用してメモリボード・ソ
ケットのピン検査を可能にしまし
た。 
 
ScanDIMMモジュールは、DIMM
ソケットをIEEE-1149.1（バウンダ
リスキャンテスト標準規格）適合
のデバイスとして検査します。ソ
ケットピンの検査のための準備は
非常に簡単で、用意されている
BSDLファイルをターゲットソケ
ットの指定箇所にアサインして、
テストベクターを生成すれば完了
です。 
 
複数のDIMMソケットを同時に検
査することも可能です（最大8枚）。 

図1. ScanDIMMモジュール 

 

アプリケーション： 
 
● DIMMソケットのインター
コネクトテスト（バウンダ
リスキャンテスト技術によ
り、各ピンの接合を確認） 

 
● 検知・発見が困難なクロッ
ク信号の切断モード（オー
プン）を発見し、症状（不
良モード）の分析・解析が
可能 

 
● バウンダリスキャンテスト
用に設計されていないメモ
リボードでも、ソケットの
接合検査が可能（電源ピ
ン・グランドピンの接合も
検査可能） 

 
 

バウンダリスキャン DIMMソケットテスタ 

DIMMソケットの電源ピンとグランドピンのオープンも検出 

ScanDIMM 

ベネフィット： 
 
● 全ての“データ”、“アド
レス”、“コントロール”、
“電源”、“グランド”ピ
ンを検査 

 
● 不良発見時に、ピンポイン
トの不良解析が可能（複合
不良の分析・解析も可能） 

 
● ファンクションテスト手
法より数段に早く、確実な
検査 

 



 

図2．TAPケーブル 

ScanDIMMデジタル・ソケットテスト・モジュールは、DIMMソケットをメカトロニクス的に検査できる、
使い勝手が良い検査手法を提供します。バウンダリスキャンテスト技術により、DIMMソケットの各ピン
を双方向（バイディレクショナル）デジタル信号によってテストすることも可能です。 
ハードウエアの構成は、バウンダリスキャンテスト用コントローラとTAPケーブルを介してパソコンに接
続されます。また、ソフトウエアは、ScanExpress RunnerまたはScanExpress Mergeが必要です。 
SDRAM、DDR、DDR2、DDR3のメモリをサポートし、フォームファクターを下表に示します。 

図3．DIMMモジュールの接続イメージ 

DIMMモジュール名 部品番号 詳   細 

ScanDIMM-SO144 10322 144 ピン・SODIMMテスタ。ヘッダを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-168 10323 168 ピン・DIMM テスタ。ヘッダを介してTAP にアクセス 

ScanDIMM-168/NC 10325 168 ピン・DIMM テスタ。DIMM ソケットを介して TAP にアクセス 

ScanSIMM-184 10314 184 ピン・DIMM テスタ。ヘッダを介してTAP にアクセス 

ScanDIMM-184/NC 10321 184 ピン・DIMM テスタ。DIMM ソケットを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-SO200 10324 200 ピン・SODIMMテスタ。ヘッダを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-SO200/NC 10332 200 ピン・SODIMMテスタ。DIMM ソケットを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-SO200/DDR2 10333 200 ピン・DDR2・SODIMM テスタ。ヘッダを介して TAPにアクセス 

ScanDIMM-SO240/DDR2 10334 240 ピン・DDR2・DIMMテスタ。ヘッダを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-SO240/DDR3/R 10407 240 ピン・DDR3・RDIMM テスタ。ヘッダを介して TAP にアクセス 

ScanDIMM-SO204/DDR3 10408 204 ピン・DDR3・SODIMM テスタ。ヘッダを介して TAPにアクセス 

ScanDIMM-SO204/DDR3/  

MIRRORED 
10409 

204 ピン・DDR3・SODIMM テスタ（ミラードピンアウト）。           

ヘッダを介してTAP にアクセス 
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納品リスト： 
● ScanDIMMモジュール（下表の部品番号参照） ● ホストアダプタケーブル（部品番号15336） 
● TAP-Out～TAP-In接続ケーブス（部品番号15337） ●ユーザマニュアル 
● BSDLファイルとセルフテスト・プログラム 注：TAPケーブルの追加発注可 


